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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D'ESSAI DES CABLES METALLIQUES
DE COMMUNICATION —

Partie 4-7: Compatibilité électromagnétique (CEM) —
Méthode d’essai pour mesurer I'impédance de transfert et
I’affaiblissement d’écran — ou I’affaiblissement de couplage —
Méthode des tubes concentriques

AVANT-PROPOS

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres a' ite
des Spemflcatlons technlques des Rapports technlques des -‘ i

aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le suje i{é iciper. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, i 8 EA, participent également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisdtio i 8. Normalisation (ISO), selon des

Dans le but d' encourag ifQrmjté i ati omités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, /a4 apRrliquer de \spareqte les Publications de la CEIl dans leurs publications
nationales et @ g € e toutes Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou réginpales ivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
gs conformes a une de ses Publications.

imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 62153-4-7 a été établie par le sous-comité 46A: Cables coaxiaux,
du comité d’études 46 de la CEIl: Céables, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants
passifs pour micro-onde et accessoires.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
46A/797/FDIS 46A/814/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de la présente norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS -

Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) —
Test method for measuring the transfer impedance
and the screening — or the coupling attenuation —
Tube in tube method

FOREWORD

all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in the ele
this end and in addition to other activities, IEC publishes International £ pcifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guid e 2 to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committeg$ A mittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wé 3
governmental organlzatlons Ilalsmg with the IEC also participate

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical
consensus of opinion on the relevant subje ;
interested IEC National Committees.

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

EC National Committees for any personal injury, property damage or
, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
igation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shalf not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62153-4-7 has been prepared by subcommittee 46A: Coaxial
cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r.f. connectors, r.f. and
microwave passive components and accessories.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
46A/797/FDIS 46A/414/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEl 62153 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Méthodes
d'essai des cables métalliques de communication:

Partie 1-1: Electrique — Mesure de la perte par réflexions a une impulsion/échelon dans le
domaine fréquentiel en utilisant la Transformée Inverse de Fourier Discréte (TIFD)
Partie 1-2: Reflection measurement correction 1

Partie 4-0: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Relationship between Surface transfer
impedance and Screening attenuation, recommended limits !

Partie 4-1: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Introduction to electromagnetic (EMC)
screening measurements

Partie 4-2: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Affaiblissement d
Méthode de la pince a injection

Partie 4-3: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Impédance *
Méthode triaxiale

Partie 4-4: Electromagnetic Compatibility (EMC) -
method for measuring of the screening attenuati
Partie 4-5:
Partie 4-6:

Partie 4-7: pour mesurer

Partie 4-8:

* reconduite;
* supprimée;

1 Areétude.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 62153 consists of the following parts, under the general title Metallic communication
cable test methods:

Part 1-1: Electrical — Measurement of the pulse/step return loss in the frequency domain
using the Inverse Discrete Fourier Transformation (IDFT)

Part 1-2: Reflection measurement correction 1

Part 4-0: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Relationship between Surface transfer

impedance and Screening attenuation, recommended limits !

Part 4-1: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Introduction to electramagnetic (EMC)
screening measurements

Part 4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening and
Injection clamp method

Part 4-3: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Surface

method
Part 4-4: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Shq
method for measuring of the screening atter ~ Q_and above 3 GHz
Part 4-5:
Part 4-6:
Part 4-7:
Part 4-8:

The committee has d

the maintenance resu

the data reIated@ q
* reconfirmed;
* withdrawn;

his publication will remain unchanged until
5 IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in

1 Under consideration.
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INTRODUCTION

Le montage d’essai d’affaiblissement d’écran blindé selon la CEl 62153-4-4 (méthode triaxiale)
a été étendu pour prendre en compte les particularités des petits éléments électriques comme
les connecteurs et les ensembles de cables. En raison du tube concentrique extérieur du
montage triaxial, les mesures sont indépendantes des irrégularités de la circonférence et des
champs électromagnétiques externes.

En utilisant un tube résonnant supplémentaire (le tube interne des tubes concentriques), on
crée un systéme dans lequel I'efficacité du blindage d’un dispositif électriquement court est
mesurée dans des conditions proches de la réalité et contrélées. En outre, une fréquence de
coupure inférieure pour la transition entre électriquement court (impédance de transfert Z7) et
électriquement long (affaiblissement d’écran ag) peut étre obtenue.

Une large gamme de fréquences et dynamique peut étre appliquee Gler des
ensembles de cables et de connecteurs méme fortement blindgs ‘avs ments
normaux depuis les basses fréquences jusqu’a la limite des ongést QrSa défmies dans
le circuit externe a environ 4 GHz.

©
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INTRODUCTION

The shielded screening attenuation test set-up according to IEC 62153-4-4 (triaxial method)
has been extended to take into account the particularities of electrical short elements like
connectors and cable assemblies. Due to the concentric outer tube of the triaxial set-up,
measurements are independent of irregularities on the circumference and outer
electromagnetic fields.

With the use of an additional resonator tube (inner tube respectively tube in tube) a system is
created where the screening effectiveness of an electrically short device is measured in
realistic and controlled conditions. Also a lower cut off frequency for the transition between
electrically short (transfer impedance Zt) and electrically long (screening attenuation ag) can
be achieved.

A wide dynamic and frequency range can be applied to test even
and assemblies with normal instrumentation from low frequencies
transversal waves in the outer circuit at approximately 4 GHz.

O
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METHODES D'ESSAI DES CABLES METALLIQUES
DE COMMUNICATION —

Partie 4-7: Compatibilité électromagnétique (CEM) —
Méthode d’essai pour mesurer I'impédance de transfert et
I’affaiblissement d’écran — ou I’affaiblissement de couplage —
Méthode des tubes concentriques

1 Domaine d’application

I'affaiblissement d’écran et I'affaiblissement de couplage de con : Yaptés (y
méthode peut également étre étendue pour déterminer I'jrpé tt, I'affaiblis-

sement d’écran ou de couplage de connecteurs symétri z urs broches et
d’ensembles de cables.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants
document. Pour les références datées, set

impédance surfacique de transfert

Zt

pour un écran électriquement court, quotient de la tension longitudinale U, induite dans le
circuit interne par le courant I, délivré au circuit externe ou vice versa [Q] (voir Figure 1)

L'impédance Z; d'un écran électriquement court est exprimée en ohms [Q] ou en décibels par
rapport a 1 Q.

2 A publier
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